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V. Opis programu studiéow

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu M#1-S1-AiR-303
Nazwa przedmiotu Metrologia ll
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Metrology I
Obowigzuje od roku akademickiego 2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow AUTOMATYKA i ROBOTYKA

Poziom ksztatcenia | stopien

Profil studiéw ogolnoakademicki

Fg)’rmal tryb prowadzenia stu- studia stacjonarne

diow

Zakres wszystkie

Jednos'gka prowadzaca Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii
przedmiot

Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. inz. Stanistaw Adamczak
Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot podstawowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studioéw - se-

mestr semestr 3

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) TAK

Liczba punktéw ECTS 4

Forma wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium

prowadzenia zajec¢

Liczba godzin
W semestrze 15 30




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu :
kierunkowych
Ma  wiedze w  zakresie zasad fizycznych
wykorzystywanych w rdéznego rodzaju przyrzadach
WOl pomiarowych. Zna podstawowe elementy sktadowe AiR1 W02
przyrzadéw pomiarowych. Zna podstawowe parametry AiR1 W10
) odnoszgce sie do doktadnosci ksztattowo-wymiarowej
Wiedza czesci maszyn.
Zna zasady planowania pomiaréw i przeprowadzania :
o . e AIR1_WO02
pomiaréw podstawowych wielkosci fizycznych. Zna .
w02 . ; AIR1_W10
metody matematyczne stuzgce do analizy danych
pomiarowych oraz ich interpretacji.
Potrafi postugiwa¢ sie podstawowymi przyrzadami do AR1 UO8
U0l |pomiaru wielkosci geometrycznych. Potrafi dobraé o
’ : : AiR1_U15
L L. przyrzad do okreslonego zadania pomiarowego. —
Umiejetnosci - — . - -
Potrafi obliczy¢ niepewnosé pomiaru dla
U02 |eksperymentalnych danych pomiarowych. Potrafi AiR1 _U15
odpowiednio zinterpretowac wyniki pomiarow.
Kompetencje K01 Potrafi pracowa¢ z zespole. AiR1_KO04
spoteczne

TRESCI PROGRAMOWE

Forma .
o Tresci programowe
zajeé
Elementy sktadowe narzedzi pomiarowych. Wtasciwosci metrologiczne przyrzgdéw
pomiarowych. Warsztatowe przyrzgdy do pomiaru dtugosci i kata. Bezstykowe
wykfad pomiary wielkosci geometrycznych. Wspdtrzednosciowe maszyny pomiarowe.

Systemy do pomiaru odchylek ksztattu. Przyrzady do pomiaru chropowatosci
powierzchni. Parametry chropowatosci powierzchni.

Laboratorium

Budowa i cze$ci sktadowe narzedzi pomiarowych. Pomiary wymiaréw wewnetrznych,
zewnetrznych i mieszanych. Analiza btedéw w pomiarach bezposrednich. Analiza
btedéw w pomiarach posrednich. Kompleksowa analiza btedéw w pomiarach styko-
wych. Pomiary sprawdzianéw. Pomiary gwintow. Pomiary kot zebatych. Pomiary
chropowatos$ci powierzchni. Pomiary pneumatyczne. Pomiary zaryséw okragtosci.
Pomiary optyczne.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia (zaznaczyc x)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
Wwo1 X
W02 X
uo1l X
uo2 X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo.rm’il Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyktad egzamin Uzyskanie 50 pkt na 100 mozliwych.




Obecnos¢ na zajeciach. Oddanie sprawozdan z realizowa-
nych éwiczen. Uzyskanie co najmniej 50 % z kazdego z

laboratorium | zaliczenie z oceng kolokwiow (trzy kolokwia na semestr). Uzyskanie co naj-

mniej 50 % punktéw z kazdego sprawozdania z realizowa-
nych éwiczen.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nost-
ka
) o ) ) W C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
15 30
2. Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. P 51 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela aka- 2,0 ECTS
demickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 49 h
Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje
6. w ramach samodzielnej pracy 2,0 ECTS
7 Naklad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 67 h
" | rze praktycznym
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje
8. e 2,7 ECTS
w ramach zajeé¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obciazenie pracg studenta 100 h
10, Punkty ECTS za n.10du'% o 4 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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